1| Mikroskopisches Gefiigebild eines spritzgegossenen
POM-Bauteils

2 | REM-Aufnahme eines leicht brechenden PEEK-GF-Bauteils
(SED-Aufnahme)

3 | Additivverteilung eines PA6-GF-FR Bauteils im Querschnitt mit
REM-EDX
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Einblick in die Mikroebene
von Kunststoffbauteilen

Mikroskopische Methoden zur Visualisie-
rung von Konstruktions-, Prozess- &

Material-.

Lichtmikroskopische
Gefugeanalyse

Methode: Nach Einbettung

einer Kunststoffprobe in ein kalt-
hartendes Giessharz wird von
dieser an gewunschter Stelle ein
Dunnschnitt oder ein Dunnschliff
erstellt. Unter dem Mikroskop
zeigen sich im Transmission ins-
pesondere unter Anwendung von
Polarisations-Kontrast die Eigen-
neiten des Gefluges.

Eigenheiten: Vergrosserungen bis
<1200x, laterale Auflosung bis ca.
Tum

Applikation: Bild 1 zeigt eine Ge-
fugestruktur eines POM-Bauteils,
das mit zu geringer Werkzeugtem-
peratur verarbeitet wurde.

Rasterelektronenmikroskopie
REM

Gerat: Jeol JSM IT 200
Methode: Punktgenaue Elektro-
nenstrahlung wird rasterartig auf
die Probenoberflache fokussiert;
Detektoren erfassen die von der
Probe erzeugte Sekundarelektro-
nen (SED) sowie Ruckstreuelekt-
ronen (BED). Aus den gerasterten
Punkten entsteht ein Bild:

« mit SED fur unubertroffene

Tiefenscharfe

« mit BED fiir Materialkontrast
Eigenheiten: Vergrosserungen
moglich bis 106 (Hochvakuum, la-
terale Auflosung im nm-Bereich)

Clgenschatten

bzw. 104 (Niedervakuum)

- Applikation: Bild 2 zeigt eine
Kunststoffprobe, deren Glasfa-
sern kaum Haftung mit der Matrix
zeigen, weshalb die Verstarkungs-
wirkung deutlich reduziert ist.

Mikroskopische Element-

analytik mit REM-EDX

« Methode: Neben SED & BED-De-

tektoren ist im REM der energie-
dispersive Rontgendetektor EDX
geeighet, um Elementanalysen
mit lokaler Auflosung vorzuneh-
men. Dies ermoglicht Punkt- &
Flachenanalysen, Linescans und
insb. Mappings

» Eigenheiten: Laterale Auflosung

>1um, Elementinformationstiefe
ab Oberflache ca. 5-10pm!

- Applikation: Bild 3 zeigt ein Bau-
teil mit reduzierter Festigkeit;
Ursache war nicht fehlende
Haftung der Glasfasern (rot),
sondern die viel zu grossen
Partikeln aus elementarem
Phosphor als Flammschutz-
mittel.
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